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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refiéte bien Iétat
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I’établisse-
ment des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre obtenus
aupres des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

®  Bulletin de la CEI

@ Rapport d’activité de la CEIL
Publié-annuellement

Revision of this publication

The technical content of TEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised

editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

1E C Builetin

Report on IEC Activities

@  Cafalogue des publications de la CEI

Pulplié annuellement

Terminplogie

En ce| qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera 2 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.I.), qui est établie sous forme de
chapitred séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général Btant publié séparément. Des détails complets sur lg
V.E.I. geuvent étre obtenus sur demande.

Les tefmes et définitions figurant dans la présente
ont été doit repris du V.E.L., soit spécifiquement app
fins de cptte publication.

Symboles graphiques et litiérav

Pour
d’usage
— la

en ¢

— la§
maj

Les sy
ont 6té poi
spécifiqy

la présente publication
27 ou 117 de la CEI, soit

Autres—ptbiteation
Comité @’ Etudes

1ALy

L attention du fecteur est attirée sur les pages 3 ct 4 de la couver-
turc, qui énumerent les autres publications de la CE I préparées par
le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

Published yenr]v

®  Catalogue of IEC
Published year

blications

Terminology

trred to IEC Publi-
focabulary (I.E.V.),
apters each dealing
eing published as a
will be supplied on

The terms And definitions contained in th¢ present publication
ave either been taken from the I.E.V. or have been specifically
proved for the purpose of this publicatign.

Graphical and letier symbels

For graphical symbols, and letter symbol{ and signs approved
by the IEC for general use, readers are feferred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to|be used in electrical
technology ;

— [EC Publication 117: Recommended| graphical symbols.

The symbols and signs contained in the] present publication
have either been taken from IEC Publicdtions 27 or 117, or
have been specifically approved for the pyrpose of this publi-
cation.

her 304 teat] ed by the same
Technicai Committee
The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the cover,

whichlistother I E Cpublicationsissued by the Technical Committee
which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Onziéme partie: Spécification intermédiaire :
Condensateurs fixes pour courant continu a diélectrique
en film de polytéréphtalate d’éthyléne a armatures en feuilles métalliques

4

omités d’Etudes
mesure possible

tionaux.

adoptent dans
ts le permettent.
ure du possible,

et résistances
pour équipements [électra

Un proj@d \ : bn, un projet
évisé, docu SUAE: , fut soumis a 'approbation des Comités nationdux suivant la
Regle des Six Niqis et }

roticés explicitement en faveur de la publication:

d (République d”) Hongrie

Italie
Japon
Norvége
Pays-Bas
Danemark Pologne
Egypte Roumanic
Espagne Suéde
Etats-Unis d’ Amérique Suisse
Finlande Turquie

La présente norme remplace la Publication 202 (1965) de la CEI: Condensateurs a diélectrique en
film de polyester pour courant continu.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 11: Sectional specification:
Fixed polyethylene-terephthalate film
dielectric metal foil capacitors for direct current

1) The f all the
Natiohal Committees having a special interest therein are represented, express, < nsensus
of opinion on the subjects dealt with.

2) They t sense.

3) In or opt the
text d ergence
betwe rated in
the lajter.

This ptandard has bee brs for

Electropic Equipment.

A drjft was dis@l draft,

Documgnt 40(Centrad Of he Six

Monthg’ Rule in Apri

The following.co &S VX : Hy in favour of publication:

Netherlands
Norway
Poland
Romania
Egypt South Africa (Republic of)
Finland Spain
Germany Sweden
Hungary Switzerland
Italy Turkey
Japan United States of America

This standard replaces IEC Publication 202 (1965), Polyester Film Dielectric Capacitors for Direct
Current.
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CONDENSATEURS FIXES
UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

Onziéme partie: Spécification intermédiaire :
Condensateurs fixes pour courant continu a diélectrique

en film de polytéréphtalate d’éthyléne a armatures en feuilles métalliques
Choix des méthodes d’essai et régles générales

SECTION UN — GENERALITES

L. Domaine d’application

La présente norme s’applique aux condensateurs fixes powr ; tension nomi-
nale ne dépassant pas 6300 V, utilisant comme diélectriq s ¢ ate d’éthyleéne
et dont les électrodes sont constituées de fines fepdlles métali ‘ densateurs de
tension nominale supérieure & 1000 V des essai peuvent étre
prescrits dans la spécification particuliere.

Les condensateurs couverts par cette s équipements

électroniques.
Les condensateurs pour antix ils sont traités
dans la Publication 161 de la

- les exigences
crites dans les
-ésente spécifi-

Ld présgnte norme doit étre utilisée conjointement avec les publications snivantesf:

Publications de la CEI:

Pubheatton62- Codespourie-marquase-desrésistances-et-descondensatedirs
(1974)
Publication 63: Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.
(1963) Modification n°® 1 (1967).

Modification n° 2 (1977).
Publication 68: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.
Publication 384-1: Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques,
(1972) Premiere partie: Terminologie et méthodes d’essai.

Publication 384-1A: Premier complément & la Publication 384-1 (1972).
(1973)
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FIXED CAPACITORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 11: Sectional specification:
Fixed polyethylene-terephthalate film
dielectric metal foil capacitors for direct current
Selection of methods of test and general requirements

SECTION ONE — GENERAT

1. Scope
00 V,
us h\paci-
be specified in
Publi-
2. Object
The object of th select
frpm TEC "@. ¢ mance
refjuirements for speci-
figations referpihg level
be
3. Reljte
This standard shyil be used in conjunction with the following publications:
1K C publications:
Publication 62: Marking Codes tor Resistors and Capacitors.
(1974)
Publication 63: Preferred Number Series for Resistors and Capacitors.
(1963) Amendment No. 1 (1967).
Amendment No. 2 (1977).
Publication 68: Basic Environmental Testing Procedures.
Publication 384-1: Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment,
(1972) Part 1: Terminology and Methods of Test.

Publication 384-1A: First supplement to Publication 384-1 (1972).
(1973)
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Publication 384-1B: Deuxi¢me complément & la Publication 384-1 (1972).
(1975)
Publication 384-1C:  Troisi¢éme complément & la Publication 384-1 (1972).
(1977)

Publication de 'ISO :

Norme ISO 3: Nombres normaux — Séries de nombres normaux.

(1973)

4. Terminologie

En complement aux termes et définitions appropries figurant dans fa 384-1 de la
CE], la définition suivante est applicable:
411  Tension nominale (Ug)
La tension nominale est la tension continue maximale permanence
aux bornes d’un condensateur, a la température nomina
Note. — La somme de la tension continue et de la valeur de créte deNa 3t yritative, appliquées au gqondensateur, ne
doit pas étre supérieure & la tension nominale. La dg ché ysiomalfernative ne ddit pas dépasser,

pour les fréquences indiquées, les valeurs suivani€s, en_pourcentags de la tension nominale, et ne doit pas étre
supérieure a 280 V:

sauf prescription contraire dapsta

N

nformément

hleur humide

Froid (essai A): —25°Ca —55°C
Chaleur séche (essai B): +85°Ca +125°C
Essai continu de chaleur humide (essai C): 4 a 56 jours.

Les valeurs choisies a 'intérieur de ces gammes doivent étre prises parmi celles figurant dans les
essais concernés de la Publication 68-2 de la CEI, Deuxiéme partie: Essais. Les sévérités pour les
essais de froid et de chaleur séche sont respectivement les températures minimale et maximale de
catégorie.

5.2 Capacité nominale (Cr)

Les valeurs préférentielles de la capacité nominale sont les suivantes: 1 - 1,5 -2,2 - 3,3 - 4,7 et
6,8 et leurs multiples décimaux.
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Publication 384-1B:  Second supplement to Publication 384-1 (1972).

(1975)
Publication 384-1C: Third supplement to Publication 384-1 (1972).

(1977)

ISO publication:
ISO Standard 3: Preferred numbers — Series of preferred numbers.
(1973)

4. Terminology

In addition fo the applicable terms and dehnitions of IEC Publication 354- defi-
nitfon applies:
4.1  Rated voltage (Ur)
The rated voltage is the maximum d.c. voltage, which may bed@pp e ter-
minations of a capacitor at the rated temperature.
Nojte. — The sum of the d.c. voltage and the peak a.c. voltage applied to the oltage.
€ at the

The value of the peak alternating voltage shall not exceed
frequencies stated and shall be maximum 280 V;

unless otherwise specified in the detail gp

SECTION TWO S AND CHARACTERISTICS

5.1 Prd
to the

within

Cold (test A): —25°Cto —55°C
Dry heat (test B): +85°Cto +125°C
Damp heat, steady state (test C): 4 to 56 days.

Values selected within these ranges shall be chosen from those listed in the relevant tests of IEC
Publication 68-2, Part 2: Tests. The severities for the cold and dry heat tests are the lower and

upper category temperatures respectively.

5.2 Rated capacitance (Cr)
Preferred values of rated capacitance are: 1 — 1.5 — 2.2 -~ 3.3 — 4.7 and 6.8 and their decimal

multiples.
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5.

5.

10 —

Ces valeurs sont conformes a la série E6 des valeurs recommandées dans la Publication 63 de

laCEL

Si d’autres valeurs sont nécessaires, elles doivent étre choisies dans les séries E12 et E24.

3 Tolérances sur la capacité nominale

Les tolérances préférentielles sur la capacité nominale sont: +5%, +10% et +20%.

4  Tension nominale (Ur)

Les valeurs préférentielles de la tension nominale sont: 40 — 63 — 100 — 160 — 250 et leurs multiples

décimaux.

35 Tension de catégorie (Uc)

.1 Les info
l’imp

Ces valeurs sont conformes a la série de base des nhombres norm RS5 dounés“dans la Norme

1SO 3.

La tension de catégorie est:

0,8 Ug pour une température maximale de catégori

o
=N
§
=
S
~
S
2
<
~
[N
3
S
S
=S
2
4N

Marquage

parquage sont normalement prises dans la
ation est indiquée par son rang dans la liste:

a) Capadité no

liste ci-aprés;

surs et folérances sont codées, une des méthodes spécifiées dans la Publicatipn 62 de la CEI

Tensiow'de catégorie (si différente de la tension nominale).

e) Année et mois (ou semaine) de fabrication; éventuellement sous forme codée

voir Publica-

tion 62 de la CEI).
f) Nom du fabricant ou marque de fabrique.
g) Catégorie climatique.

#) Désignation de type du fabricant.

i) Référence a la présente norme et/ou & la spécification nationale applicable au condensateur.

Note. — Lorsqu’une désignation CET est utilisée, soit pour Je marquage d’un produit, soit dans la description de ce
produit, le fabricant a la responsabilité d’assurer que Particle satisfait aux exigences de la spécification corres-

pondante.

La CE], en tant qu’organisme, ne peut accepter aucune responsabilité en la matiére.
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These values conform with the E6 series of preferred values given in IEC Publication 63.
If other values are required they shall be chosen from the E12 and E24 series.

5.3 Tolerances on rated capacitance

The preferred tolerances on the rated capacitance are: +5%, +10% and +20%.

5.4 Rated voltage (Uxr)

The preferred values of rated voltage are: 40 — 63 — 100 — 160 — 250 and their decimal multiples.

These values conform with the basic series of preferred values R5 given in SO Standard3|

5.5 Category voltage (Uc)
The category voltage is:

0.8 Ug for upper category temperature 100 °C, and

0.3 Uk for upper category temperature 125 °C.
5.6 Rated temperature
The standard value of rated temper ig 8S

6. Marking
6.1 The information giv N 1 nally selected from the following list; the relatiye im-
pqrtance of {

a

used.

e ] Yeatr and month (or week) of manufacture. This may be in code form (see IEC Publicatign 62).

f) Manufacturer’s name or trade mark.
g) Climatic category.
h) Manufacturer’s type designation.

i) Reference to this standard and/or to the national specification appropriate to the capacitor.

Note. — When an TEC designation is used either for the marking of the product or in a description of the product, it is
the responsibility of the manufacturer to ensure that the item meets the requirements of the relevant specifi-
cation.

The TEC as a body can accept no responsibility in this matter.
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6.2 Les condensateurs doivent au minimum porter lisiblement les indications des points a), b), ¢)
ci-dessus et le plus possible des informations restantes jugées utiles. Toute redondance de I'infor-

mation contenue dans le marquage sur le condensateur doit étre évitée.

6.3 L’emballage contenant les condensateurs doit &tre marqué lisiblement de toutes les informations
indiquées au paragraphe 6.1.

6.4 Tout marquage complémentaire doit étre effectué de telle sorte qu’il ne puisse y avoir aucune
confusion.

SECTION TROIS — CONDITIONS D’ESSAI ET EXIGENCES

Essais de type

1 . ilon doit étre

urnisseur.

1 moins cing

ns le tableau

une préroga-

re soumises aux

hntillons pré-
ond toujours

qui n’étaient

peuvent étre
¢ aux stocks.

g <Programme des essais de type

8.1 L’échantillon doit étre soumis aux essais suivants, dans I’ordre indiqué ci-aprés:

N

Article
Essai et paragraphes
de cette norme

Examen visuel 10

Tension de tenue 11.1
Capacité 11.2
Tangente de angle de pertes 11.3

Résistance d’isolement 11.4
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6.2 The capacitors shall be clearly marked with Items a), b) and ¢) above and with as many as possible
of the remaining items as is considered useful. Any duplication of information in the marking on

the capacitor shall be avoided.

6.3 The package containing the capacitor(s) shall be clearly marked with all the information listed in

Sub-clause 6.1.

6.4 Any additional marking shall be so applied that no confusion can arise.

SECTION THREE — REQUIREMENTS FOR TESTS AND MEASURING METHODS

7. Typg tests

of|values of the type under consideration (see note).

T:l:f appropriate number of specimens to be tested shall be agrked upe
supplier.

Any part or sub-part of a sample subjected to a serie
specimens of a particular value, rating and type.

T¢sts and parts of tests shall be applied in the ord

pierogative of the authority giving typ€

7.2 Sdme, or all, of theg

iction to coftm

[oN

7.3 ApyCapaciiory been Subjected to any of the type tests which may be considered desty

sha

8.  Schiedule for typcte

em time to time on samples drawn from curre
duct is still to the requirements of the specificaftion.

Failure in the I3 efs in design not apparent in the original tests or may
indicate defe¢ts 101 eed to be corrected.

range

r and

bf five

be the

- to gain

ht pro-

merely

uctive,

8.1 The sample shall be subjected to the following tests in the order stated:

—_
Clause
Test and sub-clauses
of this standard
[— N IR
Visual examination 10
Voitage proof 11.1
Capacitance 11.2
Tangent of loss angle 11.3
Insulation resistance 11.4
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8.2 L’échantillon doit alors étre divisé en trois groupes.

Dans chaque groupe ou sous-groupe, tous les condensateurs doivent subir, dans 'ordre de leur
énumération, les essais indiqués dans le tableau ci-apres:

—— T -
Catégories "
et indices d’essai D et p/:;lgil;;he%
| s | e
/56 /10 tion 384-1
—/-/21 —/~{04 de la CEI
Premier groupe
Robustesse des sorties ) i U X X 16
Premiére
Resistance a 1a cnaeur i T X 17
de soudure mothie
Soudabilité : T X X 17
Varlatl(fns rapides de Deuxidme Na X 18
température moitié
Vibrations Fc X < 19
Secousses ou chocs?) Eb ou Ea X X 20
Séquence climatique <
(toutes les pi¢ces du groupe) 12.7 22
Chaleur séche Ba X X 12.7.2 22.2
Essai cyclique de chaleur humide,
premier cycle Db x3) 12.7.3 22.3
Froid Aa X Q > 12.7.4 22.4
Basse pression atmosphérique < M X x? 12.7.5 22.5
Essai cyclique de chaleur humide,
cycles restants Db X - 12.7.6 22.6
7 - _ i
Deuxiéme groupe Q
Essai continu de chaleur/l(ﬁmldi( P a\) X 12.8 23 |
Troisiéme groupe [\/\ \/V
Endurance Q\ X ’ X 12.9 24 |
Notes: \)
nnés et que I’essai
Selon article 5 de la Publication 384-1 de la CEL

10. Examen visuel et vérification des dimensions

Selon article 7 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu de la définition supplémentaire
suivante:
Dommage visible

Le «dommage visible» est défini comme étant tout dommage visible susceptible de réduire
laptitude du produit a 'emploi pour lequel il a été prévu.
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8.2 The sample shall then be divided into three parts.

All capacitors in each part or sub-part shall undergo the following tests in the order stated:

Categories Clauses
and test indices D
and sub-clauses
Test .I E C Sul.)-clauses of
Publication 68 _I-/56 /10 of this standard IEC Publica-
—/-21 ~/—/04 tion 384-1
First part
Robus of terminations 3 First 11 X 16
Resistance to soldering half of Tb X 4l
heat the part
Soldergbility ) T X X
Rapid ¢hange of Second Na X - \ﬁ
temperature half of
Vibratipn the part Fc X - 19
Bump ¢r shock? Eb or Ea X 20

Climat|c sequence 22
(the phole part)
Dry hept 2p
Damp fheat, cyclic test Db,
first pycle 12.7.3 228
Cold 12.7.4 2214
Low aifr pressure 12.7.5 2215
Damp feat, cyclic test Db,
remdining cycles 12.7.6 2256
Second part
Damp fheat, steady state 12.8 23
Third part
Endurgnce 12.9 24
Notes: Q

1) The lditer“x” indicates tha
and thht the test sha,

¢ requirements are laid down in the clauses and sub-clauses mgntioned,

2 When [required by the\detal spegification.

3 The tept is notfequire
4 The agpliga

9. Stdandard atmospherk

conditions for testing

Clause S of IEC Publication 384-1

10. Visual examination and check of dimensions

Clause 7 of IEC Publication 384-1, in addition the following definition applies:

Visible damage

Visible damage is defined as any visible damage which would reduce the usability of the product
for its intended purpose.
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11. KEssais électriques

11.1  Tension de tenue (rigidité diélectrique)

Selon article 9 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités suivantes:

11.1.1  Circuit d’essai

Le produit de Ry par la capacité (C+ C;) doit étre inférieur ou égal a 1 s et supérie

Ry comprend la résistance interne de la source de tension.

ur a 0,01 s.

R, doit limiter le courant de décharge 4 une valeur inférieure ou égale a 1 A, ou & une valeur plus

faible prescrite dans la spécification particuliére.

11.1.2  Les tensions suivantes doivent étre appliquées pendant 1 min
2 s au plus pour les essais de contrdle de fabrication, entre les, poi
tableau I du paragraphe 8.2 de la Publication 384-1 de la

AN

Point d’application

la)

N

DI
N ]
16), 1e) etN < gﬂ{g%c)\nénimum de 400 V

—

1.2 Capacité

11.2.1 Lamegsure sité dbitsefaire, ou le résultat de cette mesure étre ramené, a U
de 1.

1

e et pendant
icrits dans le

Selon article 10\de 1 icatl E1, compte tenu des modalités suivantes:

ne fréquence

Hz 4 120 Hz

ension nomi-
pm de 100 V

pécifiée.

1:3% Tangente de 'angle de pertes

Selon article 11 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités suivantes:

11.3.1 Conditions de mesure

La tangente de I'angle de pertes doit étre mesurée dans les conditions suivantes:

Fréquence: la fréquence de mesure doit &tre la méme que celle utilisée pour
la capacité au paragraphe 11.2.1.

Tension de créte: <3% de la tension nominale.

Erreur de mesure: <5.10-4 (en valeur absolue).

la mesure de
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11. Electrical tests

11.1  Voltage proof
Clause 9 of IEC Publication 384-1, with the following details:

11.1.1  Test circuit

The product of R; and the capacitance (C,+ C;) shall be less than or equal to 1 s and greater
than 0.01 s.

R includes the internal resistance of the voltage source.

Ry shall limit the discharge current to less than or equal to 1 A, or any lower value prescribed

1in dha-datail crnaci ot~
1n rrRe-aetah-Specheaion-

m for
fagtory tests, between the measuring points of Table I in Sub-clause 8.2%0 ication P84-1.

11.1.2

Test point

11.2  Cppacitance
Clause 10 of IEC P

11.2.1 [The capacitance g

pr capacitor; (

F

T
v
of

shall not exceed 3% of the rated voltage and the applied peak
not exceed the voltage specified in Sub-clause 4.1 with a maximum

11.2.2 3 s shatl be equal to the rated capacitance, taking into account the tolerance.

11.3  Tlangent'of loss angle

Clause 11 ol 1ECU Fublication 334-1, with the following details:

11.3.1  Measuring conditions:

Tan d shall be measured as follows:

Frequency: the measuring frequency shall be the same as used for the capacitance measure-
ment in Sub-clause 11.2.1.

Peak voltage:  <3% of the rated voltage.

Inaccuracy: <5.10-4 (absolute value).
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11.3.2  Exigence

La tangente de 'angle de pertes ne doit pas dépasser 100-10-4,

11.4 Résistance d’isolement

Selon article 8 de la Publication 384-1 de la CE1, compte tenu des modalités suivantes:

11.4.1 Conditions de mesure

Pour la décharge du condensateur (paragraphe 8.1 de la Publication 384-1 de la CE]I), le produit
de la résistance du circuit de décharge par la capacité nominale du condensateur & I'essai doit étre
supérieur ou égal 4 0,01 s, ou a toute autre valeur éventuellement prescrite dans la spécification
particuliére.

La tension de mesure doit étre conforme aux prescriptions du pa e la Publica-

tion 384-1 de la CEI.

Cette tension est appliquée instantanément a sa valeur exadte a\tra istapce interne de
la source de tension.

Le produit de la résistance interne par la capacité nomi t pas dépasser

1 s sauf autre prescription dans la spécification particulie

11.4.2 Exigence

La résistance d’isolement Wisf?@\g i nc@suiv tes:

Exigences w
Points de m
selon le tablsau 1 Résistance d’isolement Résistange d’isolement
du paragraphe'§.2 minimale entre minimale entre
de la Publjcation 38%4<] les sorties les sortig¢s et le boitier
de la CE
Q (MQ) MQ)

(\ J>\C/R > 0,33 uF CR < 0,33 uF
N > 10000 30000 —
Q\&M — - 80000

1144.3” Lorsque ’essai n’est pas effectué a la température de 20 °C, le résultat de la mesute doit, s’il y a
lien &tre ramené a 20 °C,_en multipliant la valeur mesurée par le facteur de correction approprié.

En cas de doute, la mesure & 20 °C est décisive. Les facteurs de correction suivants peuvent étre
considérés comme une moyenne pour les condensateurs a di¢lectrique en film de polytéréphtalate
d’éthyléne et & armatures en feuilles métalliques:
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11.3.2  Requirement
Tan 9 shall not exceed 100.10 4.

11.4 Insulation resistance

Clause 8 of IEC Publication 384-1, with the following details:

11.4.1  Measuring conditions

For the discharge of the capacitor (see IEC Publication 384-1, Sub-clause 8.1), the product of
the resistance of the discharge circuit and the rated capacitance of the capacitor under test shall be
=0.01 s unless otherwise prescribed in the detail specification.

The measuring voltage shall be in accordance with Sub-clause 8.2 of 1E 1.
The voltage shall be applied immediately at the correct value throug hce of
the¢ voltage source.
The product of the internal resistance and the rated capacit4 xceed
1 4 unless otherwise prescribed in the detail specification.
11.4.2 |Requirement
The insulation resistance shall mee&llgw@\? uir, m@:
equirements
Measuri int - . . .
in :zs:)l;:izifeoxt; inimum insulation Minimum insulatipn
Table 1 of resistance between resistance between
IEC Publication 384.1 the terminations terminations and cpse
Sub-claj 2
MQ) (MQ)
(\Q CR < 0.33 uF
a) <\\ 30000 —
b)) &u\ — — 30000
11.4.3 Whén the test is carried out at a temperature other than 20 °C, the result shall, when necdssary,
be torTected to-20-“C-by muitiptying thre resultof the reasurenment by theappropriate torrection

factor.

In case of doubt, measurement at 20 °C is decisive. The following correction factors can be con-
sidered as average for polyethylene-terephthalate film dielectric metal foil capacitors:
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Tem;:)erature Facteur de correction

°C)
IS 0,79
16 0,83
17 0,87
18 0,91
19 0,95
20 1,00
21 1,05
22 1,10
23 1,15
24 1,20
25 1,26
26 1,32
27
28
29
30
31
32
33

1P. Essais d’environnement

1p.1

La méthode 1A (pour les condensateurs pour circuit imprimé) ou la méthode

ntes:

ion 68-2-20A

IB (pour les

autres condensateurs) doit étre appliquée selon les prescriptions de la spécification particuliére.

Profondeur d’immersion.

La distance entre le point d’émergence des sorties et le corps du condensateur doit étre de 2*5° mm
pour la méthode 1A et 3,5ﬁ8‘5 mm pour la méthode 1B.

Pour les condensateurs pour circuit imprimé un écran thermique convenable simulant une carte

de circuit imprimé doit &tre utilisé.

12.2.1.2 Reprise: 1 ha2h.
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12. Environmental tests

12.1

12.2

12.2.1

12.2.1

12.2.1

{
Tem%gue(rj;l ure Correction factor
— —
15 0.79
16 0.83
17 0.87
18 0.91
19 0.95
20 1.00
21 1.05
22 1.10
23 1.15
24 120
25 1.26
26 1.32
27 1.38
28 145
29 1.52 &
30 1.59 \
31
32
33
34
35

Robustness of terminatd

Clause 16 of IE(QNP
Spldering Q
Clause 17 of 1F

A

¥ith the following details:

Uﬁ ess OMerwisenpreseribed in the detail specification, Test Tb of IEC Publication 68
(11970) shalidbe applied.

Method 1A (for capacitors intended for printed wiring application) or Method 1B (for cap
tended for other applications) shall be adopted as prescribed by the relevant detail specifi

—

2-20A

hcitors
cation.

Depth of immersion:

The distance between the point of emergence of the terminations and the capacitor body shall be

2*%5mm for Method 1A and 3.5 _5s mm for Method 1B,

For capacitors suitable for printed wiring applications, a suitable heat shield shall be used to simu-

late a printing wiring board.

.2 Recovery:1hto2h.
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12.2.1.3 Examen, mesures et exigences finals

Les condensateurs doivent étre examinés et mesurés; ils doivent satisfaire aux exigences suivantes:

Examen Méthode d’cxamen .
Exigence
ou mesure ou de mesurc
Examen visuel Article 10 Pas de dommage visible
Capacité Paragraphe 11.2 La capacité ne doit pas avoir varié de plus de 2% par rapport &
la capacité mesurée au paragraphe 8.1

12.2.2  Soudabilité

nt étre soumis
pit la méthode
Habilité (para-
prévues par le
qu’a un point
simulera une

Sauf prescription contraire dans la spécification particuliére, les co
aux conditions de I’essai T de la Publication 68-2-20 (1968) de la
de la goutte de soudure (paragraphe 3.4), soit la méthode du
graphe 3.2.3), avec, dans ce dernier cas, la dérogation suiya
fabricant pour &tre utilisées avec les cablages imprimés,
distant de 2"3° mm du corps avec utilisation d’un
carte de circuit imprimé.

Notes 1. — Les exigences pour la méthode d’essai a la go rticuliere ou faire

I’objet d’un accord entre fournisseur et utili

2. — Lorsque ni la méthode du bain de souduge es, on doit utiliser

la méthode du fer a soude

Note

L’essai de choc thermique du para he 3 ’ CElIn’est pas
applicable.

Exigence

e par I’écoule-

12.3

antes:

fication parti-

124 ~Vibrations

Selon article 19 de la Publication 384-1 de la CE 1, compte tenu des modalités survantes:

12.4.1  Mesures initiales

Néant.

12.4.2 Laméthode B4 et I'un des degrés de sévérité suivants de Pessai Fc sont appliqués: Amplitude du
déplacement: 0,75 mm, ou de 'accélération: 10 g, celle qui donne I'accélération la plus faible, dans
Pune des gammes de fréquences suivantes: de 10 Hz a 55 Hz, de 10 Hz 4 500 Hz, de 10 Hz a 2000 Hz.
La spécification particuliére doit préciser la gamme de fréquences a utiliser ainsi que la durée de 'essai.
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12.2.1.3  Final inspection, measurements and requirements

The capacitors shall be inspected and measured and shall meet the following requirements:

12.2.2

12.3

12.4

of|TEC Publication 68-2-20 (1968), using either the solder globule methoq

sollder bath method (Sub-clause 3.2.3), with, in the latter case the foNowinghdexiatiot
tetminations stated by the manufacturer to be suitable for use itk kel
mprsed up to 2*5° mm from the body with a suitable heat shiel

wiring board.

Inspection Inspection .
. i . Requirement
or measurcment or measuring method
Visual examination Clause 10 No visible damage
Capacitance Sub-clause 11.2 The change of capacitance between the value measured
finally and in Sub-clause 8.1 shall not exceed 2%

Qo Loslos
jJOUTUCT RUTHTY

Requirements

Ngtes 1. — The requirements for the solder globule method shall subject
to agreement between supplier and user.
2. — Where neither the solder bath nor thggolder glo be used
with soldering iron size A.
Npte
The thermal shock test of Sub-clause ble.

r with

ation.

Hibration

Clause 19 of TEC Publication 384-1, with the following details:

12.4.1 Initial measurements

None.

12.42 Procedure B4 and the following degree of severity of Test Fc apply: 0.75 mm displacement or 10 g,

whichever is the lower acceleration, over one of the following frequency ranges: 10 Hz to

55 Hz,

10 Hz to 500 Hz, 10 Hz to 2000 Hz. The detail specification shall state the duration and the frequency

range to be used.
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12.43 Lorsque cela est prescrit dans la spécification particuliére, il doit étre procédé, au cours des
30 derniéres minutes de 1’essai et pour chacune des directions, a une mesure électrique pour déceler
les contacts intermittents, les coupures du circuit et les courts-circuits.

La durée de la mesure doit étre égale a celle d’un balayage d’une extrémité a I’autre de la gamme de

fréquences.

12.4.4 Lorsque cela est prescrit dans la spécification particuliére, il ne doit se produire ni contact inter-
mittent d’une durée supérieure ou égale a 0,5 ms, ni coupure du circuit, ni court-circuit, ni dommage
visible, lorsqu’un condensateur est essayé dans les conditions spécifiées ci-dessus.

12.5 Secousses

Selon article 20 de la Publication 384-1 de la CE1, compte tenu des/modalités suivantes:

12.5.1 Mesures initiales

Neéant.

Sévérité et méthode de montage: selon spécification

2.5.2 Examen, mesures et exigences finals

ences suivantes:

urée au para-

uliére.

eseondensateurs doivent étre examinés et mesurés; ils doivent satisfaire aux exigerlces suivantes:

Pas de dommage visible.

La capacité ne doit pas avoir varié de plus de 5% par rapport a la capacité mesurée au para-
graphe 8.1.

La valeur de tg d ne doit pas dépasser la limite prescrite dans la spécification particuliére.

12.7 Séquence climatique

Selon article 22 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités suivantes:

12.7.1  Mesures initiales

Néant.
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12.4.3  When specified in the detail specification, during the last 30 min of the vibration test in each direc-
tion of movement, an electrical measurement shall be made to determine intermittent contact or
open or short circuit.

The duration of the measurement shall be the time needed for one sweep of the frequency range from
one frequency extreme to the other.

12.4.4 When specified in the detail specification, and when capacitors are tested as specified above, there
shall be no interruptions of greater than or equal to 0.5 ms, nor open or short circuit and no visible
damage.

12.5 Bump
Clause 20 of 1EC Publication 384-1, with the following details:

12.5.1 Initial measurements

.

12.5.2  Final inspection, measurements and requirements
P

|

12.6  Shock

12.6.1

12.6.2

€X

INone.

The capacitors shall be inspected and measured and

The change of capacitance compar
exgeed 5%.

The value of tan 4 shall not exceed the

Che severity and method of mounting shall be given in the detai

[here shall be no visible damage.

E C Publication 6

Fnitial mea@en

None.

The severit

There shall)be ny visible damage.

The ‘chiange of“capacitance compared with the value measured in Sub-clause 8.1 sha

ements as follows|:

fie capaditoRsshall be inspected and measured and shall meet the following requirements|:

Il not

béed”’5% .

The value of tan d shall not exceed the limit prescribed in the detail specification.

12.7 Climatic sequence

12.7.1

Clause 22 of TEC Publication 384-1, with the following details:

Initial measurements

None.
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12.7.2  Chaleur séche

Selon paragraphe 22.2 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités suivantes:

12.7.2.1 Durée: 16 h.

12.7.2.2 A la fin du séjour a haute température, les condensateurs étant encore a la température spéci-
fiée, la capacité doit étre mesurée. Si la spécification particuliére I’exige, la résistance d’isolement
doit aussi étre mesurée.

12.7.2.3 La variation de la capacité mesurée au paragraphe 12.7.2.2 par rapport a la valeur mesurée aux
paragraphes 12.2.1.2, 12.5.2 ou 12.6.2 suivant le cas doit satisfaire aux exigences suivantes:

Température d’essai
O

85
100
125

’cssai et selon

12.7.4 Froid

Selon paragraphe 22.4 de ités suivantes:

12.74.1 Durée: 2}

te-dans les conditions atmosphériques normples d’essai.

empérature, les condensateurs étant encore a la tenjpérature spéci-

aCité par rapport a la valeur mesurée au paragraphe 12.7.4.2 dojt satisfaire aux

Température d’essai Variation de capacité
"0 (%)
—55 <10
—40 <7
—25 =5

12.7.5 Basse pression atmosphérique

Selon paragraphe 22.5 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des modalités suivantes:

# Jusqu'au 1° janvier 1980, 'essai accéléré de chaleur humide (essai D de la Publication 68-2-4 (1960) de la CEI) peut étre
encore utilisé en variante. Cependant, I’essai Db est préférentiel.
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12.7.2 Dry heat
Sub-clause 22.2 of IEC Publication 384-1, with the following details:

12.7.2.1 Duration: 16 h.

12.7.2.2 While still at the specified high temperature and at the end of the period of high temperature,
the capacitance shall be measured. When required by the detail specification, also the insulation

resistance is to be measured.

12.7.2.3 Thechange of capacitance compared with the values measured in Sub-clause 12

.7.2.2 at the high

temperature and in Sub-clauses 12.2.1.3 or 12.5.2 or 12.6.2 as applicable shall meet the following

re'}nirpmenfc'

Test temperature Change of capacitanc N
(0 ) N\

NS

; i\ N
i 125 Q \C
NN

12.7.3 |Damp heat, cyclic test Db*, first cycle

For test conditions see Sub-clause 22.3 of IECR
Pliblication 68-2-30 (1969), severity b

12.7.4 | Cold

12.7.4.] Duration: 2 h.

tgsting.

12.7.4.3 Prior to tlie tes ‘ : sumeasured under standard atmospheric conditipns for

1 TEC

temperature, the

Test temperature Capacitance change
O (%)
—355 <10
: —40 <7
-25 <5

12.7.5 Low air pressure

Sub-clause 22.5 of TEC Publication 384-1, with the following details:

* Until 1st January 1980, alternatively the accelerated damp heat Test D (IEC Publication 68-2-4 (1960)) may still be used.

However, Test Db is preferred.
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12.7.5.1

I essai, si prescrit dans la spécification particuliére, doit étre effectué a une température com-

prise entre 15 °C et 35 °C et a une pression de 8,5 kPa (85 mbar), sauf prescription contraire dans la

spécification particuliére.

La durée de Pessai doit étre de 1 h.

12.7.5.2 Latension nominale doit &tre appliquée pendant les cing dernicres minutes de 1a période d’une

heure, les condensateurs étant encore a la basse pression spécifiée.

Le groupe de condensateurs soumis a cet essai doit étre divisé en deux ou trois fractions, si néces-
saire, et chacune de ces fractions doit étre soumise & I'un des essais figurant en A et B dans le

tableau I du paragraphe 8.2 de la Publication 384-1 de la CEL

La tension d’essai doit étre appliquée aux sorties, au boitier, etc., comme sp

¢écifié au para-

graphe [1.1.2,

12.7.5.3 Pendant et aprés cet essal, il ne doit se produire aucune erforation,

déformation nuisible du bofitier.

12.7.6  Essai cyclique de chaleur humide, essai Db*, cycles restqnts

ion nominale doi

12.7.6.1 Moins de 15 min aprés la sortie de I
} figurant au paragraph

pendant 1 min au point d’essdiA, sel

Exigence

fournement, ni

{’essai et selon
Vlités suivantes:

i étre appliquée
e 11.1.

Pas de dommage visible. Le marquage doit &

re lisible

La capacité nc doit pas avoir varié de plus d
4 la capacité mesurée, selon le cas, aux par
12.520u 12.6.2

5% par rapport
graphes 12.2.1.2,

e

Paragraphe 11.3.1

La tangente de ’angle de pertes ne doit pas
prescrite au paragraphe 11.3.2 ou 1,2 fois
au paragraphe 11.3.1 (la plus grande des d

Résistance d’isolement Paragraphe 11.4 La résistance d'isolement ne doit pas é&tre in

14

épasser la valeur
a valeur mesurée
bux valeurs)

erieur 4 50% des

1 ‘- 1 1 a
VAU S Proseritesat paragrapirc 11 .o.

12.8  Essai continu de chaleur humide

Selon article 23 de la Publication 384-1 de lIa CE1, compte tenu des modalités suivantes:

* Jusquau 1°7 janvier 1980, 'essai accéléré de chaleur humide (essai D de la Publication 68-2-4 (1960) de la CEI) peut étre
encore utilisé en variante. Cependant, 'essai Db est préférentiel.
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12.7.5.1 The test, when required by the detail specification, shall be made at a temperature of 15 °C to
35 °C and a pressure of 8.5 kPa (85 mbar) shall be used, unless otherwise stated in the detail speci-

fication.

The duration of the test shall be 1 h.

12.7.5.2 While still at the specified low pressure and during the last five minutes of the 1 h period, the

rated voltage shall be applied.

The sample part of capacitors submitted to this test shall be subdivided into two or three parts as
necessary and each part submitted to one of the tests laid down under A and B in Table 1 of

Sub-clause 8.2 of IEC Publication 384-1.

The-test vnlfugp shallbe applipr‘ to fprminqt{nnc) case_etcas given in Sub-clause 11 1 2
A2 7 [=3

12.7.5.3 | During and after the test there shall be no evidence of permanen ,“Nashoyd
hamful deformation of the case.
12.7.6  Pamp heat, cyclic test Db*, remaining cycles
For test conditions see Sub-clause 22.6 of IEC Publicgti st method

Publication 68-2-30 (1969), with the following details:

12.7.6.1 | Within 15 min after removal from the damp
1 mhin at test point A using the test cixCuit ¢

12.7.7 Final inspection, measurements and req

After recovery the ct
requirements

r, or

IEC

idd for

DWIng

Inspect@ 2 Inspestion \V Requirement
or measureny V\ med rmg etho equiremen

Yisual examin@ W No visible damage. The marking shall be legible

Capacitafice b-clawge 11.2 The change of capacitance between the value measured fipally
and in Sub-clause 12.2.1.2 or 12.5.2 or 12.6.2 as appligable
<\ \ \ shall not exceed 5%

Tan 6 \ ~/Sub-clause 11.3.1 The tangent of loss angle shall not exceed the value specified in
Sub-clause 11.3.2 or 1.2 times the value measured in [Sub-
clause 11.3.1, whichever is greater

Insulation resistance Sub-clause 11 4 Insulation resistance shall not be less than 50% of the pph_

cable values in Sub-clause 11.4.3

12.8 Damp heat, steady state
Sub-clause 23 of IEC Publication 384-1, with the following details:

* Until Ist January 1980, alternatively the accelerated damp heat Test D (IEC Publication 68-2-4 (1960)) may still be used.

However, Test Db is preferred.
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12.8.1 Maesure initiale
Néant.

12.8.2 Moins de 15 min apres la sortie de la chambre humide, 'essai de tension de tenue doit &tre
effectué conformément au paragraphe 11.1, mais sous la tension nominale.
12.8.3  Examen, mesures et exigences finals

Entre 1 h et 2 h aprés la fin de la reprise, les condensateurs doivent étre examinés et mesurés; ils
doivent satisfaire aux exigences suivantes:

Examen Méthode d’examen .
; Exigence
OU TIHCSUTT U UC TIHCSUTT

Examen visuel Article 10 Pas de dommage visibl. éfre lisible

Capacité Paragraphe 11.2 5% par rapport

tgd Paragraphe 11.3.1 ¢passer la valeur
2 ou 1,2 fois la valeur mesurée

ux valeurs)
Résistance d’isolement Paragraphe 11.4 rieure a 50% des

12.9  Endurance

12.9.1

12.9.2

12.9.3

\(‘Xate orie —/085/— —/100/— —‘F —/1 -
Tel@ure 85°C | ’7 100 °C B 85 °C | 125 °C, 7
\/ 1,5 Ur 1,5 Uc 1,5 Ur 1,5 Uc 1,5 Ur
" e divisé e:) —~ 7 Deux parties E partics -

La tension d’essai doit étre appliquée individuellement a chaque condensateur a travers une résis-
tance de valeur approximativement égale & 1 ohm par volt appliqué.
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